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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont spektrometru XRF — urzadzenie do badania sktadu chemicznego

Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest remont spektrometru XRF stuzgcego do badania sktadu chemicznego materiatow.
Przedmiot zaméwienia obejmuje: deinstalacje elektroniki starej maszyny, dostarczenie i zainstalowanie nowego
kontrolera XRF wraz z jednostkg sterujgcg (kompatybilne z urzadzeniem) oraz dedykowanym oprogramowaniem,
dostawe dodatkowych akcesoriéw, szkolenie z obstugi zainstalowanego systemu, wykalibrowanie urzagdzenia.

Przedmiotowe urzadzenie stuzy¢ bedzie do analiz materiatdw, w tym metali, ceramiki, polimerdéw i kompozytéw.
Dodatkowo, w ramach zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw
w zakresie obstugi urzadzenia i dedykowanego oprogramowania.

Spektrometr, jego uktad pomiarowy oraz uktad sterowania powinny by¢ wolne od wszelkich wad fizycznych, w
tym wad konstrukcyjnych i materiatowych (zarysowan, odpryskdw, pekniec itp.) na wszystkich powierzchniach
zewnetrznych. Urzadzenie powinno by¢ skalibrowane
i wyposazone w zestaw podstawowych wzorcéw, opisany ponizej.

Urzadzenie powinno posiada¢ wskazane ponizej moduty/zestawy/systemy:
A. Jednostka sterujgca spektrometrem / urzadzenie sterujace;
Uktad pomiarowy / Zrédto promieniowania rentgenowskiego;

B

C. Oprogramowanie;

D. Kalibracje / baza materiatowa;
E

Dodatkowe oprzyrzagdowanie podstawowe.

Warunki dodatkowe;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji zadeklarowanych parametréw technicznych urzadzenia i
zademonstrowanie zaoferowanego urzadzenia przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. Weryfikacja
deklarowanych przez Wykonawce parametréw technicznych urzgdzenia zostanie przeprowadzona w ciggu 14 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia zadania przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli Stron, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku gdy deklarowane parametry techniczne zaoferowanego urzgdzenia nie
beda odpowiadaty wymaganym parametrom technicznym (co miatoby istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez Zamawiajgcego) umowa nie zostanie podpisana z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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Szczegétowe podstawowe i dodatkowe wymagania okresla punkt 1i 2.

l. Parametry i wyposaZenie podstawowe:

LP Wymagane parametry i wyposazenie podstawowe

*) nalezy wybrad i
pozostawic
whasciwe
TAK lub NIE

**)W przypadku TAK
nalezy podad
oferowany parametr
lub podac opis

**%) W przypadku NIE
oferta zostanie

odrzucona
A | Jednostka sterujgca spektrometrem
1 Przenosne urzadzenie powinno umozliwi¢ ustalenie sktadu pierwiastkowego | TAK/NIE
materiatdw metoda rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej (XRF).
2 Urzadzenie powinno analizowac i identyfikowaé¢ odpowiedni gatunek TAK/NIE
materiatu bazujgc na danych wbudowanych w zintegrowang baze danych
materiatowych.
3 Urzadzenie powinno posiadac zabezpieczenie w postaci wbudowanego TAK/NIE
czujnika zblizeniowego w obszarze uktadu pomiarowego spektrometru
(przednia czes¢ urzadzenia).
4 | Detektor analizatora musi by¢ chroniony statg ostong zabezpieczajaca, w TAK/NIE
szczegolnosci w przypadku analizy probek o niewielkich wymiarach.
5 Ekran dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczosci i kontrascie umozliwiajagcym TAK/NIE
prace przy oswietleniu dziennym. Obowiazek
okreslenia parametru
6 System tacznosci Wi-Fi, Bluetooth i USB. TAK/NIE
7 Zasilacz [ tadowarka oraz co najmniej 2 akumulatory. TAK/NIE
8 | Obudowa urzadzenia klasy przemystowej, zapewniajaca minimalny stopien TAK/NIE
ochrony na poziomie IP5y4. Obowigzek
okreslenia parametru
9 Instrukcja obstugi (dopuszczalny jezyk polski lub angielski). TAK/NIE
10 | Waga z spektrometru wraz z baterig maksymalnie 1,7 kg. TAK/NIE
Obowigzek
okreslenia parametru
11 | Wbudowana pamiec zrealizowanych analiz (co najmniej 1000 pomiardw). TAK/NIE
Obowigzek

okreslenia parametru

B | Uktad pomiarowy

12 | Zrddto promieniowania rentgenowskiego — lampa z anodg rodowa

TAK/NIE
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*) nalezy wybrac i
pozostawic
wiasciwe
TAK lub NIE
**)W przypadku TAK
LP Wymagane parametry i wyposazenie podstawowe nalezy podac
oferowany parametr
lub podac opis
*%%) W przypadku NIE
oferta zostanie
odrzucona
13 | Zakres stosowanego napiecia: co najmniej 5 — 4okV TAK/NIE
Obowiazek
okreslenia parametru
14 | Moc lampy: co najmniej 4W TAK/NIE
Obowiazek
okreslenia parametru
15 | Detektor SDD z zakresem detekcji pierwiastkow minimum Mg — U, bez TAK/NIE
koniecznosci stosowania helu.
16 | Wielkos¢ plamki/kolimatora dopasowana do badan préobek o srednicy okoto 5 | TAK/NIE
mm lub wiekszych. Obowiazek
okreslenia parametru
17 | Zestaw filtrow w celu optymalizacji analizy wszystkich pierwiastkow od Mg do | TAK/NIE
u.
C Oprogramowanie
18 | Interfejs i obstuga spektrometru (dopuszczalny jezyk polski lub angielski). TAK/NIE
19 | Pakiet oprogramowania do komunikacji z PC (oprogramowanie uzytkowane z | TAK/NIE
poziomu PC) wraz z mozliwoscig generowania raportow.
20 | Zewnetrzny, przenosny komputer do akwizycji danych, do generowania TAK/NIE
raportow, wyposazony w pakiet MS Office.
D Kalibracje/baza materiatowa
21 | Wymagany zestaw kalibracyjny do badania metali z uwzglednieniem metali TAK/NIE
lekkich, zawierajgcy kalibracje typowe dla:
22 | stale nierdzewne TAK/NIE
23 | stale wysokostopowe i narzedziowe TAK/NIE
24 | stale niskostopowe TAK/NIE
25 | stopy kobaltu TAK/NIE
26 | stopy niklu TAK/NIE
27 stopy lekkie (Al, Mg, Ti) TAK/NIE
28 | Ogolne kalibracje dla innych rodzajow stali i stopow metali. TAK/NIE
29 Probka kontrolna do stopow metali. TAK/NIE
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okreslenia opis

SWIERK
*) nalezy wybrac i
pozostawic
wiasciwe
TAK lub NIE
**)W przypadku TAK
LP Wymagane parametry i wyposazenie podstawowe nalezy podac
oferowany parametr
lub podac opis
*%%) W przypadku NIE
oferta zostanie
odrzucona
30 | Zestawy kalibracyjne do badan gleb, mineratéw, ceramiki do analizy TAK/NIE
pierwiastkow od Mg do U, matryce tlenkowe i siarczkowe.
31 | Probka kontrolna w postaci proszku. TAK/NIE
E Dodatkowe oprzyrzagdowanie podstawowe
32 | Kamera CCD klasy VGA lub wyzszej wraz z podswietleniem. TAK/NIE
33 | Walizka lub zabezpieczajace urzadzenie etui transportowe. TAK/NIE
34 | Szkolenie z obstugi urzadzenia i oprogramowania dla minimum 5 osob TAK/NIE
1. Wyposazenie dodatkowo punktowane:
Lp. OPIS *) nalezy wybrac i| Dodatkowe
wpisac pkt.
wiasciwe
TAK lub NIE
1 | Zrédto promieniowania rentgenowskiego (pkt. B Uktad pomiarowy) z TAK/NIE 5
cienkim oknem przepuszczajacym wiekszg ilos¢ promieniowania, tym Obowigzek
samym dajgcg lepszg czutos¢ niz np. okna berylowe. okreslenia
parametru lub
opis
2 | System ksztattowania wigzki $wiatta dla maksymalizacji efektywnosci przy [TAK/NIE 5
minimalnym zuzyciu energii, osiggajacy precyzyjne wyniki rowniez dla Obowigzek
lekkich pierwiastkow chemicznych. okreslenia
parametru lub
opis
3 | Zwiekszony zakres stosowanego napiecia: co najmniej 50kV. TAK/NIE 10
W przypadku TAK
obowigzek
okreslenia
lparametru
4 | Zewnetrzna biblioteka materiatowa zawierajgca rézne gatunki stopéw TAK/NIE 10
metali razem z wtasnosciami fizycznymi. Obowigzek
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Mozliwo$é regulacji wspétczynnikow korekcji kalibracji bez koniecznosci TAK/NIE 5
opuszczania interfejsu spektrometru.

6 | Dostepnosc rozszerzenia o specjalistyczne oprogramowanie do TAK/NIE 15

przetwarzania spektralnego i naktadania wielu widm (minimum 100), a Obowigzek
takze mozliwos¢ realizacji dekonwolucji widma, obejmujgcej obliczenia okreslenia opis
netto i identyfikacje sladowych ilosci pierwiastkdw.

7 | Masa urzadzenia wraz z baterig maksymalnie 1,5 kg TAK/NIE 5
W przypadku TAK
obowigzek
okreslenia
lparametru

8 | Oprdcz zabezpieczenia w postaci wbudowanego czujnika zblizeniowego w  [TAK/NIE 5

czole spektrometru - czujnik rozpraszania wstecznego.
Suma pkt. 60
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